Curso de Espectroscopias de fotoelectrones en sélidos: XPS y ARPES

Fecha: 21-30 de Noviembre de 2017

Total: 40 horas

Lugar: Centro Atémico Bariloche, San Carlos de Bariloche

Rio Negro, Argentina

El Sistema Nacional de Rayos X, dependiente de la Secretaria de Articulaciéon Cientifico
Tecnoldgica (MINCYT), junto al "Programa Maldacena de Profesores Invitados" del Instituto
Balseiro y el CENACA (UNL) convocan a participar del “Curso de Espectroscopias de
fotoelectrones en sélidos: XPS y ARPES”.

Profesor: Dr. Enrique Garcia Michel, Dto. de Fisica de la Materia Condensada e IFIMAC,
Universidad Auténoma de Madrid

Fecha limite de inscripcion: 30/09/2017

Coordinacién local: Silvina Bengié (Centro Atdmico Bariloche).

silvina.bengio@cab.cnea.gov.ar

Inscripciones y solicitud de ayuda econdmica: Laura Cornaglia (Universidad Nacional del
Litoral) Imcornag@fig.unl.edu.ar

Dirigido a: Egresados universitarios de quimica, fisica, ingenieria, o carreras afines que
pertenezcan al sector cientifico/académico y que tengan conocimientos acreditados de haber
usado o realizado cursos de la técnica, la utilicen o estén interesados en hacerlo en su tema de
investigacion

Inscripciones: Los interesados deberan que soliciten ayuda econdmica deberdn enviar la
siguiente informacidn:

-Curriculum Vitae (3 paginas) incluyendo Datos personales y laborales

-Carta de recomendacién (pdf) de un profesor/investigador.



Programa
1-Introduccion y conceptos basicos

1-1 Descripcion de la estructura electrénica en metales, semiconductores vy
aislantes.Estructura electrénica de superficies:capa dipolar, funcion trabajo, potencial
superficial. Descripcion del potencial en un sélido. Estados de volumen y de superficie.
Importancia del vacio.

1-2-El proceso de fotoemision en los sdlidos. Modelos sencillos: niveles internos y
estados de valencia. Hamiltoniano de interaccion y probabilidad de transicion. El modelo
de tres pasos y el modelo de un paso.

2-Fotoemisidon de niveles internos: XPS (x-ray photoelectron spectroscopy)

2-1 Analisis detallado de los niveles internos. Forma espectral de los niveles internos: la
forma de linea de los metales y de los semiconductores. Efectos de multiplete.
Estructuras satélite. Reglas de seleccidn para los niveles internos. Seccidneficaz.

2-2 Aplicaciones de XPS: andlisis quimico cuantitativo, desplazamientos quimicos de un
elemento, perfil de composicién, estimacidon del recubrimiento, cinética de crecimiento.
XPS en sistemas magnéticos: efectos de intercambio, dicroismo en fotoemision.

3-Fotoemision de la banda de valencia: ARPES (angle-resolved photoelectron spectroscopy)

3-1 Andlisis detallado de los estados de valencia. La funcién espectral. EDCs y MDCs. El
liquido de Fermi y las cuasiparticulas. Efectos de muchos cuerpos. Reglas de seleccién y
simetria. Elementos de matriz. Dependencia con la temperatura.

3-2 Aplicaciones de ARPES: relaciones de dispersion. Representacién bidimensional,
normalizacidn, representacién de la superficie de Fermi. Andlisis de lineas espectrales:
acoplamiento electrén-fonén, determinacién del momento perpendicular, estados finales
y elementos de matriz, otras aplicaciones. ARPES en sistemas magnéticos: resolucién en
espin, acoplamiento espin-6érbita en la banda de valencia.

4- Otros procesos relacionados

El proceso Auger. La difraccion de fotoelectrones. La fotoemisién resonante. La
fotoemisidn de dos fotones. La fotoemisién inversa. El fotovoltaje de superficie

5-Aspectos experimentales

5-1 Produccién de fotones. Ldmparas de descarga. Tubos de rayos X. Aplicacién de
laseres. La luz de sincrotrdn. El laser de electrones libres.



5-2 Deteccidn de electrones. El detector cilindrico. El detector hemisférico. El detector
torico. Deteccion a presiones moderadas. El detector de tiempo de vuelo. El detector de
espin. Microscopia de Fotoemision. Deteccion de espin.



